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レーザー光を対象物に当て、反射率の違いによって

異物や不具合を検出する製品検査装置。

高品質が求められるフラットパネルディスプレイの

関連シートおよび感光ドラムなどの円筒状素材を対象

に、目視検査やＣＣＤカメラでは見えにくかった微小

な不具合を最高毎分18メートルの速度で自動検出し、

画像情報により判別処理する。カメラでは困難とされ

ていたコーティングの塗工ムラをはじめ金属箔やドラ

ム表面のピンホールや突起物を高速・広視野で、しか

も15マイクロメートルの微小欠陥を検出できる。

［優　良　賞］ レーザー式欠陥検査装置「ＬＤ－01」

回路形成したシリコンウエハーに対して無電解ニッケル・金

めっきにより、電極上へのめっき処理や銅ポスト形成を実現し

たウエハーレベルパッケージの製作技術。

基板の熱膨張や外部からの力にも耐えられる高い強度が特徴｡

従来の高価なスパッタリング法に代わり、安価なめっき法を用

い、直線的な銅配線回路を作る。下地に25～30ナノメートルの

平坦度を有するポリイミドを用い、その上にケイ素酸化膜を形

成する。銅のシード層の無電解めっき後、レジストで開口した

部分に無電解めっきで厚膜化し、±0.5マイクロメートルの平

坦度を実現した。

スパッタは装置が高価であり､大気中で行える無電解法は量産

時に大きなコストメリットを生むと期待される。

［優　良　賞］ ウエハーレベルパッケージにおけるめっき技術
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